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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILTRATION INHERENTE D’UNE GAINE EQUIPEE

PREAMBULE

1) Les décisiofis ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prepgré d’Etudes ou sont
représentésLtous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans I plus, g nde bopsible un accord
internationfl sur les sujets examings.

2) Ces décisiops constituent des recommandations internationales et sont agréées ipnaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le vee
régles natignales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesurg S es }€ permettent. Toute divergence
entre la redommandation de la CEI et la régle nationale correspondgnte doit, da 2 du possible, étre [indiquée en termes
clairs dans|cette dernicre.

4) La CEIn £ n’est pas engagée

quand il e

jusqu’a 400 kV
ans la pratique

La présenfte publication
et dispositifs acces,

médicale.
Un projet ; hue a Rockville,
Maryland, ¢ 7B(Bureau Central)11, fut soumis a 'approbation des Comités nationaux

suivant la Ré embre 1973.

Les pay§ i nt pranoncés explicitement en faveur de la publication:
Afyique du Sud (République d’) Israél
Italie
Australie Pays-Bas
Autriche Pakistan
Danemark Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suéde

France Suisse
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INHERENT FILTRATION OF AN X-RAY TUBE ASSEMBLY

FOREWORD

1) The formal degisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical
Committees hdving a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, 2
on the subjects dealt with.

2) They have the

tN, the National
hsds of opinion

in|that sense.
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opt the text of
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ly when an item
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Accessories, of [[EC T

400 kV and

A draft was 8 1 if London in 1970. As a result of the meeting held ,ﬁ Rockville,
Maryland, in 1 ‘ : Central Office)l1, was submitted to the National Committees for
approval under i

The followir]
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FILTRATION INHERENTE D’UNE GAINE EQUIPEE

1. Domaine d’application

La présente norme concerne la notion de filtration inhérente des gaines équipées, sa définition, la fagon de 'expri-
mer, la méthode de détermination, ainsi que la spécification de la filtration inhérente mesurée conformément a la
présente norme. '

Ces méthodes visent a déterminer et a spécifier la valeur de la filtration inhérente d’une gaine équipée, qui sera
prise en compte dans la valeur minimale prescrite de la filtration totale d’un équipement a rayons X, en vue de
protéger les patients contre les rayonnements ionisants de faible énergie sans valeur/ei-H\%ique (diagnostique ou
thérapeutique).

La présenfe méthode n’est pas applicable a la mesure de la filtration inhé
I’ensemble d|une installation radiologique.

ou \de \ﬁhgon totale de

2. Termindlogie

2.1 Degré des prescriptions

Dans la p:I:sente norme, les mots:

«doit », «devrait» et « peut» ont la signification suivaf

«doit » — obligatoire, pour la confor
«devraity| — fortement recommandé;
«peut» — acceptable.

2.2 Définitipn
Filtration |nhérente;

Filtration {lue aux@ i

i soft traversés par le faisceau utile avant sa softie de la gaine

équipée.
3. Indicatign — atériau de référence

La valeur entedune gaine équipée fonctionnant dans des conditions spécifiées est exprimée
par l’épaissé référence qui, placé dans un faisceau de rayonnement X a filtration négligeable
émis par un ans les mémes conditions de valeur et de forme de la haute tensipn, de matériau

de cible, et de pefiteyte la cible, filtre le faisceau de fagon a présenter la méme premiére couche de demi-atténuation
(C’est-a-dire filtration de gtialité équivalente) que le faisceau de la gaine équipée considérée.

La filtration inhérente doit étre donnée:

— en épaisseur de béryllium, ou d’une autre substance de faible filtration, pour les gaines équipées dont les mate-
riaux traversés par le faisceau utile sont essentiellement constitués de béryllium ou de cette autre substance;

— en épaisseur d’aluminium pour les gaines équipées fonctionnant sous des hautes tensions au plus égales a
200 kV,

— en épaisseur de cuivre pour les gaines équipées fonctionnant sous des hautes tensions sup€rieures a 150 kV et au
plus égales a 400 kV.

La valeur annoncée de la filtration inhérente doit étre égale ou inférieure a la valeur mesurée. Elle devrait se
trouver entre 0 et 15% en dessous de la valeur mesurée.

L’épaisseur du matériau de référence doit &tre exprimée en millimétres, le matériau de référence par son sym-
bole chimique, et une valeur de haute tension en kilovolts.
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INHERENT FILTRATION OF AN X-RAY TUBE ASSEMBLY

1. Scope

This standard deals with the concept of inkerent filtration of X -ray tube assemblies, its definition. methods of
indication and its determination, and the statement of inherent Jiltration measured according to this standard.

These methods are intended for the determination and statement of the value of inkerent Jiltration for an X-ray
tube assembly in order to permit the establishment of the minimum zota/ Jiltration in an X-ray equipment required
for purpogses of protection of patients against low-energy ionizing radiation having no clipicalvalue (diagnostic or
therapeutic).

The method|given is not intended to be applied for measuring inkerent Siltratio
actual X-ray ingtallation.

equired ¥aral Meration in an

2. Terminology
2.1 Degree of|requirements
In this standard the words:
“shall”, “shquld” and “may” have the following meanjfgs\
“shall”

“should”

119

- mandatory, for compliance with

~ strongly recommended ;

2]

may - acceptable.

2.2 Definition
Inherent filtrption:

The filtration| effecte
passes before emerging from

ialsof an X-ray tube assembly through which the|usefil beam

3. Indication

The value of j an A-ray tube assembly operating under specified conditions is|indicated in
thickness of a4 ich, when placed in a negligibly filtered beam from an X-ray nufpe operating
under the samg § of value and waveform of X-ray tube potential difference, target material and
target angle, filt am sy as to have the same first half-value layer (that is quality equivalent filtfation) as the

beam from the |[XSeay tube ussembly under consideration.

The inherent filtration shall be stated :

— in thickness of beryllium or some other substance of weak filrration for X -ray tube assemblies when the window
of the X-ray tube and the window of the X-ray tube housing are composed essentially of beryllium or this other
substance;

— in thickness of aluminium for X-ray tube assemblies for operation at X- -ray tube potential differences up to and
including 200 kV; ' :

— in thickness of copper for X-ray tube assembilies for operation at X -ray tube potential djfferences from 150 kV up
to and including 400 kV.

The stated value of inherent filtration shall be equal to or less than the measured value. It should be within the
range of 0 to 15% below the measured value.

The thickness of the reference material shall be expressed in millimetres, the reference material by its chemical
symbol, an X-ray tube potential difference in kilovolts.
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4. Mesurage

La filtration inhérente doit étre déterminée en mesurant la premiére couche de demi-atténuation au centre du fais-
ceau, et en comparant avec la couche de demi-atténuation d’un rayonnement émis par un tube a rayons X a fenétre
de béryllium (ou autre matériau de filtration négligeable) ayant méme matériau de cible, méme pente de la cible,
fonctionnant & une haute tension ayant méme valeur et méme forme, et au méme courant de tube que la gaine
équipée considérée.

La mesure doit &tre faite a la moitié de la haute tension nominale (sauf spécification contraire).

Notes 1. — Si un tube radiogéne 3 méme pente de la cible n’est pas disponible, un tube radiogéne peut étre adapté en le basculant pour obtenir
un faisceau avec la méme pente de la cible spécifiée.

2. — Une méthode basée sur ’évaluation des matériaux constituant effectivement la filtration de la ga
H 1 TS AETAT . - 2 ta—aanaidarda

ine-équipée est acceptable, mais elle
implique de disposer d a O O POTIIA ouwd D v . onsidérées/e isant.

5. Déclaratfion de conformité
Si ’on veut spécifier que la détermination et 'expression d’une valeyr dg S INRE sont| conformes a la
présente notme, il faut Pindiquer de la fagon mentionnée ci-dessou

Pour le marquage sur la gaine équipée en association avec le,Symbolegrag ..., les valeurs sont
données sank ajouter leurs unités, millimetres et kilovolts.

Si le marquage sur la gaine équipée comporte € ¢ ] indj de la haute ten-
sion nominale servant a la détermination de Is i

w

La déclardtion de conformité doit se présetiter
— Dans les| documents d’acconipagre

filtration|inhérente 1,2
— Sur la gdine éqw‘;<i,>s
pour ung mesure aa i

* ]

*Symbole graphique a I'étude.
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4. Measurement

The inherent filtration shall be determined by measurement of the first half-value layer on the central axis of the
beam, and by comparison with the half-value layer for radiation from an X-ray tube with a window of beryllium (or
other material of negligible filtration) and with the same target material and rarget angle and operating at an X-ray
tube potential difference of the same value and waveform, and at the same X-ray tube current.

The measurement shall be made at half the maximum potential difference (unless otherwise stated).

Notes 1. —1f an X-ray tube with the same target angle is not available, an X-ray rube may be adjusted by tilting to give a beam of radiation from

the same stated rarger angle.

2. — A method in Wthh the fi Inanon of the 1rremovable matenals of the subject X-ray tube housing t

passes e ed eptab his invo he provision q b
the component parts to be handled

5. Statements of compliance

ough which the usefil beam
or destrucfion oPthe qy tube to enable

If compliancg with this standard for the determination and the indicatign of a valudofYuhereat filtration is to be

stated, the valye of the inherent filtration shall be indicated as given be

For the marki
are given withd

Where the 1
indication of th
inherent filtratign is not necessary.

— In accompanying documents :
inherent filtpation 1.2 mm
— On X-ray tupe assemblies, a

for measurd
standard :

., the values

difference (maximym voltage),

age)dsed for the determination of the

ling to this

* Graphical symbol under consideration.
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